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Samenvatting
Amorfe legeringen of metallische glazen zijn materialen die metallische eigenschappen
bezitten, zoals het geleiden van warmte en electrische stroom en het reflecteren van
licht, maar geen kristallijne structuur bezitten, zoals gebruikelijk is voor metalen.
Gehydrogeneerd amorf silicium (a-Si:H) is een materiaal dat halfgeleidende eigen-
schappen bezit en gemakkelijk geproduceerd kan worden in de vorm van dunne lagen,
met een groot oppervlak. Dit biedt aanzienlijke toepassingsmogelijkheden voor dit
materiaal. Quasikristallen worden zo genoemd, aangezíen hun structuur weliswaar
geordend is over lange afstanden, maar translatiesymmetrie, zoals in kristallen per
definitie aanwezig, ontbreekt.
Aan deze drie materiaalsoorten zijn met behulp van een veldionenmicroscoop metingen
verricht. om de atomaire structuur te onderzoeken.
Dit proefschrift bestaat uit vier hoofdstukken. Na een algemene inleiding in
hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 de experimentele procedure belicht. De veldionen-
microscoop (Field Ion Microscope (FIM)) en de afbeeldende atoomsonde (Imaging
Atom Probe (IAP)) worden besproken, evenals de prepareertechniek en de techniek
gebruikt voor het maken van computer simulaties van afbeeldingen gemaakt met de
veldionenmicroscoop.
Hoofdstuk 3 behandelt de resultaten van het onderzoek aan metallische glazen en
amorf silicium. Het is gebleken dat deze materialen zich, vanwege de slechte af-
beeldingskarakteristiek, slecht lenen voor het onderzoek met de veldionenmicroscoop.
Wel is gebleken dat de chemische homogeniteit op nanometer schaal en het al of niet
amorf zijn van de preparaten gemakkelijk kan worden vastgesteld. Bovendien zijn
opvallende verschijnselen als dubbele afbeeldingspunten in het veldionenbeeld van
Ni4'Pd4oP2nen bewegende punten bij amorf silicium beschreven.
Hoofdstuk 4 ten slotte beschrijft het onderzoek aan quasikristallijne legeringen.
Afbeeldingen gemaakt met de veldionenmicroscoop worden vergeleken met simulaties
van afbeeldingen van voorgestelde atomaire structuur modellen, waarbij het mogelijk
bleek tussen deze modellen te discrimineren. Een model gebaseerd op meervoudige
tweelingen van een kubische kristalstructuur blijkt niet in overeenstemming te zijn met
experimentele waarnemingen. Het berekende FIM beeld van een alternatief model,
gebaseerd op een aperiodieke pakking van rhomboëders werd in detail onderzocht en
een specifieke decoratie van deze rhomboëders blijkt wel overeen te komen met de
experimenteel waargenomen beelden van icosaëdrisch AlMn. Een andere decoratie
wordt, op grond van róntgen diffractie metingen, voorgesteld als model voor de
structuur van de icosaëdrische fase van Al-Cu-Li.
95
